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Rechercheantrag gem. Paragraph 43 Abs. 1 Satz PatG istgestellt 
® Anordnuiig und Verfahren zum Ermitteln der relativen Ausrichtung zweier Korper 
@ Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Ermitteln 

der Ausrichtung von ausgezeichneten Achsen (22, 28, 36^ 

38, 48, 50) eines ersten (20, 30, 40) und eines zweiten Kor- 

pers (26, 32, 42) relativ zueinander, die mrt einer ersten 

und einer zweiten Messeinrichtung (10, 12) versehen ist 

welcha in fester raumlicher Beziehung zu der jeweiligen 

ausgezeichneten Achse an dem ersten Korper bzw. an 

dem zweiten Korper anbringbar sind, wobiai die erste 

Messeinrichtung (10) eine erste Quelle (L2) zur Abgabe ei- 
nes Lichtstrahls sowie einen zweiten (D1) und einen drit- 

ten optoeieidronischen Sensor (03) aufweist und die 

zweite Messeinrichtung (12) eine zweite (LI) und eine drit- 

te Quelle {L3) fur einen Uchtstrahl sowie einen ersten op- 

toelektronischen Sensor (D2) aufweist, wobei die opto- 

elektronischen Sensoren so ausgebildet sind, dass sie 
m den Auftreffpunirt eines Lichtstrahls auf dem Sensor er- 

Cmitteln konnen, und wobei die erste Lichtquelle dem er- 
sten Sensor zugeordnet ist und die zweite und dritte Licht- 
j quelle dem zweiten bzw. dritten Sensor zugeordnet sind. 
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Beschreibung 

[0001] Die voriiegende Erfindung betrifll eine Anordnung 
und ein Verfahren zum Ennittelu der Ausiichtung von aus- 
gezeichneten Achsen cines ersten und does zwdten Kor- 
peis, bdspielsweise zweier Walzen, Wellen oder Riemen- 
scbaben, reladv zueinandec 

[0002] Aus dcr WO 01/50082 Al sind eine \fonichlung 
und ein Verfahren zum Ennitteln der Ausrichtung zweia^ 
Riemenscheiben relativ zueinander bekannt. Dabei sind 
zwei einander entsprechende MeBeinrichtungen voi^gese- 
hen, welche jeweils an der Laufilache einer der beiden Rie- 
menscheiben angebracht werden konnen. Jede MeBeinrich- 
hjng umfaBt eine Laserlichtquelle, die ein facherformiges 
Laserstrahlenbiindel abgibt, welches in einer Ebenc liegt, 
die parallel zu der Stimflache der jeweiligen Riemenscheibe 
ist Zu beiden Seiten jeder Laserlichtquelle ist jeweils ein 
Lichtsensor voigesehcD, wobci die Lasalichtquclle und die 
beiden licbtsensoren jeweils auf einer Ge^adeo liegen. 
Wenn die RiemenscheibendrBhachsen parallel zueinander 
liegen und die Riemenscheiben keinen Parallelversatz auf- 
weisoi, verlauft der von der gegenuberiiegenden MeBein- 
richtung abgegebene Laserstrahlenfacher duich bede Licbt- 
sensoren. Eine korrekte Ausrichtung der beiden Riemen- 
scheiben relativ zueinander soli anhand entsprechendcr Si- 
gnale der jeweils zwei Sensoten der beiden MeBeinrichtun- 
gen erkannt werden. Femer wird auch die Anwendung des 
Systems zur Ermittlung der Ausrichtung zweier Walzen ic- 
l^v zueinander beschrieben. 

[0003] Nachteilig bei diesem System ist die geringe Ge- 
nauigkeit beziiglich der Ermittlung einer ^rdrehung der 
Wellenachsen bzw. Riemenscheibenachsen zueinander, d. h. 
eine windschiefe Lage der beiden Achsen zueinander kann 
nur mit relativ geringer Genauigkeit festgestellt werden. 
[0004] Es ist Aufgabe dcr vorlicgcnden Erfindung, eine 
Anordnung und ein Verfahren zum Eimittebi der Ausrich- 
tung von ausgezeichneten Achsen zweier Korper relativ zu- 
einander zu schaffen, wobci auch die Ermitdung einer wind- 
schiefen Lage der ausgezeichneten Achsen mit hinreichen- 
der Genauigkeit ermoglicht werden solL 
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch 
eine Anordnung gemafi Anspruch 1 sowie ein >^rfahren ge- 
maB Anspruch 12. Bd dieser erfindungsgemSBen L5sung ist 
vortdlhaft, daB auch eine windschiefe Lage der ausgezeich- 
neten Achsen do' beiden Korper zueinander mit hinrcichen- 
der Genauigkeit ermittelt werden kann. 
[0006] Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung eige- 
ben sich aus den Untcranspriichcn. 

[0007] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beige- 
fiigten Zeichnungen beispielhaft naher erlautert. Es zeigen: 
[0008] Fig. 1 schemalisch dne perspektivische Ansicht 
einer Anordnung zum Ennitteln der Ausrichtung zweier 
Korper zueinander, einscblieBlich der ausgesandten Licht- 
strahlen; 

[0009] Ftg. 2 schematisch die \^rwendung der Anord- 
nung von F^. 1 zum Ermittebi der Ausrichtung zwder Wal- 
zen zudnander, 

[0010] Fig. 3 schematisch die Anwendimg der Anordnung 
von Fig. 1 zum Ennitteln der Ausrichtung zwder gekuppel- 
ter WeUen zueinander, und 

[0011] Fig. 4 die Anwendung der Anordnung von Fig. 1 
zum Ermittebi der Ausrichtung zweier Riemenscheiben zu- 
einander. 

[0012] In Fig. 1 ist schemalisch dn Beispid fur dne erfin- 
dungsgemaBe Anordnung zum Ennitteln der Ausrichtung 
zwder KSrper zueinander daigestellt, welche eine erste 
MeBdnrichtung 10 sowie eine damit zusammenwitkende 
entsprechende zweite MeBeinrichtung 12 umfafiL Die »ste 
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MeBeinrichtung 10 umfaBt eine Laseriichtquelle L2 sowie 
zwei optoelektronische Sensoren Dl und D3, wobei die La- 
serlichtqueUe L2 mittig zwischen den bdden Sensoten Dl 
und D3 angeordnet isL Die Sensoren Dl und D3 sowie die 

5 Laseriichtquelle L2 sind auf der Vfarderscite 14 der MeBein- 
richtung 10 in etwa auf dner Geraden angeordnet. Die Sen- 
soren Dl und D3 wdsen dabei an der Voiderseite 14 der 
MeBeinrichtung 10 eine planaie Sensorflache auf und sind 
so ausgebildet, daB sie den Auflrefipunkt eines Lichtstrahls 

10 bzw. lichtflecks auf der Sensorflache erfassen konnen, d. h. 
es wird bdspielsweise die x- und y-Koordinate des Auftreff- 
punkts ermittelt und als Sensorsignal ausgegeben (die y- 
Achse und die x-Achse der Sensorflache des Sensors Dl 
sind in Fig. 1 schematisch angedeutet, wobei die x-Achse iii 

IS der horizontalen und die y-Achse io dcr verlikalen Richtung 
verlauft), d. h. bei den Sensoten Dl, D2 und D3 handelt es 
sich urn duolaterale Detektoien. 

[0013] Die Sensorflachen dcr Sensoten Dl und D3 liegen 
in der gldcben Ebene. 

20 [0014] Die LaserlichtqueUe L2 ist so ausgebildet, daB sie 
einen im wesentlichen kollimierten, d. h. nicht-diveigenten, 
Laserstrahl aussendet, der senkrecht zur Ebene der Sensor- 
flachen der Sensoren D 1 und D3 steht. 
[0015] Die RQckseite 16 der MeBdnrichtung 10 ist mit ei- 

2S ncr (nicht gezeigtcn) V>rrichtung versehen, mittels welcber 
die MeBdnrichtung 10 fur die Messung in geeigneter Weise 
fest an dnem zu vennessenden Korper angebracht werden 
kaim, wie dies nachfolgend nShec wlautcrt wird. 
[0016] Die zwdte MeBdnrichtung 12 ist als entsprcchen- 

30 des GegenstOck zu da ersten MeBeinrichtung 10 ausgebil- 
det und wdst zwei LaserlichtqueUen LI und U sowie einen 
Lichtsensor D2 auf, welcber mittig zwischen den beiden La- 
serlichtqueUen auf einer Geraden mit diesen angeordnet ist. 
Die LaserlichtqueUen LI und L3 sowie der Sensor D2 sind 

35 analog zu dcr LaserlichtqueUe L2 bzw. den Sensoren Dl 
und D3 ausgebildet Die von den LichtqueUen LI und L3 
abgegebenen Laserstrahlen sind zueinander paraUel und ste- 
ben senkrecht zu dcr Sensorflache des Sensors D2. 
[0017] Die Anordnung der LichtqueUen LI, L2 und L3 so-. 

40 wie der Soisoien Dl, D2 und D3 ist so gewSblt, daB, wenn 
die beiden MeBdnrichtungen 10 und 12 dnander exakt ge- 
graiiiberliegaid und paraUel zueinander angeordnet sind, der 
von der Lichtquelle LI abgegebene Laserstrahl genau mittig 
auf die Sensorflache des Sensors Dl auftriffl, der Laser- 

45 strahl dcr LichtqueUc L2 mittig auf den Sensor D2 und der 
Laserstrahl derLichtqueUe L3 mittig auf den Sensor D3 auf- 
■ ttifft In diesem FaU sind die Laserstrahl^ der LichtqueUen 
LI, L2 undL3 paraUel zueinander und Uegen in dcr glcichen 
Ebene, welche gemaB der DarsteUung von Fig. 1 horizontal 

50 UegU 

[0018] Die relative Ausrichtung der bdden MeBeinrich- 
tungen 10 und 12 wird anhand der von den Detektoren Dl, 
D2 und D3 eifaBten AuftreBpunkten der Laserstrahlen der 
IJchtqueUen LI, L2 und L3 mittels dner gedgneten Elek- 

SS tronik (nicht gezeigt) berechnet. 

[0019] In Fig. 2 ist bdspieUiaA eine Anwendung fUr die in 
Fig. 1 gezeigte MeBanoidnung daigesleUt, wobei die MeB- 
einrichtung 10 mit ihrer Ruckseite 16 an der AuBenum- 
fangsflache 18 einer Walze 20 formschliissig angebracht ist 

60 Dabei verlauft die Ebene der Sensorflachen der Sensoren Dl 
und D3 tangential zu der Umfangsflache 18 der Walze 20. 
Die Gerade, auf welcber die Sensoten Dl und D3 sowie die 
LichtqueUe L2 Uegen, verlauft dabd paraUel zu der Walzen- 
langsachse 22. 

65 [0020] Die zwdte MeBdnrichtung 12 wird in analoger 
Wdse an der AuBenumfangsflSche 24 dner zweiten Walze 
26 angebracht, welche im wesenUichen paraUel zu der er- 
sten Walze 20 angeordnet ist, d. b. die Walzenachsen 22 und 
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28 verlaufen ini wesentlichen parallel. Bei dem gezeigten 
Beispiel werden die McBeinrichtungen 10 iiod 12 dazu ver- 
wendet, festzustellen, ob und gegebenenfalls welcbe Abwei- 
chung von einer exakt paralleloi Ausrichtimg der ^^dzen- 
achsen 22 und 28 vorUegl. 

[0021] yfoi Begum der dgentlichen Messung warden die 
beiden MeBeinricfatungoi 10 und 12 so auf der Umfangsfla- 
che 18 bzw. 24 verschoben, daB der Laserstiahl der lichl- 
quelle 12 mdglicbst das Zentmm der Sensorflacbe des Sen- 
sors D2 trifR, d. h. die Abweichung des Auftiefipunkts von 
dem KoordinatenuTsprung der Sensorflacbe des Sensors D2 
soUte moglichst gering sein. AnschlieBend wird die eigentli- 
che Messung vorgenommen, d. h. die Bestimmung der Auf- 
trefipunkte der Laserstrahlen der LichtqueUen LI und L3 
auf den Sensorflachen der Scnsoren Dl und D3. Bei der 
Auswertung weiden die MeSergebnisse aller drei Sensoren 
Dl , D2 und D3 beriicksichtigU Hne exakt parallele Ausrich- 
tung der Walzenacbsen 22 und 28 liegt dann vor, wenn ent- 
weder alle drei Lasostrablen auf das Zentrum der jeweili- 
gen Detektorflache auftreflFen oder wenn allgemein die er- 
mittelte y-Koordinate der Sensoren Dl und D3 gleich ist 
und femer die x-Koordinate der Sensoren Dl, D2 und D3 
gleich ist (eine Diehung um die Achsen 22, 28 oder eine 
Verschiebung entlang der Achsen 22, 28 hat keinen EinfluS 
auf die Parallelitat; cine cntsprechcndc Abweichung bei der 
Justage der beiden MeBeinrichtungen 10 und 12 relativ zu- 
einander wild somit automatisch konigiert; es ist also nicbt 
Dotig, daB der Lascxstrahl der Uchtquelle L2 gcaiau das Zen- 
trum der Detektorflache des Detektors D2 trifit). 
[0022] Abweichungen von der exakten Parallelitat der 
Achsen 22 und 28, nSmlich eine windschiefe und/oder di- 
veigente Anordnung der Achsen 22 und 28 rdativ zueinan- 
der, fQhren zu dner entsprechenden \feidrBhung bzw. ^r- 
kippung der MeBeinrichtungen 10 und 12 relativ zueinan- 
dcr, so daB die Gcradcn, auf welcher die Sensoren Dl, D3 
und die Lichtquelle L2 sowie der Sensor D2 und die Licht- 
queUen LI, L2 Uegen, nicht mehr parallel zueinander sind, 
was zu entsprechenden "asymmctrischen" AufircCkoordi- 
naten der Laserstrahlen fuhrt, woraus die Lageabweichung 
quantitativ ennittelt werden kann. 

[0023] In Fig. 3 ist eine Anwendung gezeigt, bei welcher 
die MeBeinrichtungrai 10 und 12 zum €letpriifen der fluch- 
tenden Ausrichtung der Drehachsen 36 bzw. 38 zweier ge- 
kuppelter Wellen 30 und 32 verwendet werden. Hieifaei wer- 
den die MeBeinrichtungen 10 und 12 mittels cntsprechender 



46 der Riemenscheibe 40 bzw. 42 angebracht werden, wobei 
die Art der Anbringung geometrisch derjenigen von Fig. 2 
entspricht, d. h. die Sensorflachen liegen tangential zur Um- 
fangsflache 44 bzw. 46. Fiir die Erfassung der Parallelitat 

s der Drehachsen 48 bzw. 50 der Riemenscheiben 40, 42 gel- 
ten somit die gleichen Kriterien wie bei der Ausfiihrungs- 
form gemaS F^. 2. Bei der Ausfiihrungsform gemSB Fig. 4 
ist jedoch zusatzlich die Ermitllung eines ParallelvcTsatzes 
zwischen den Riemenscheiben 40 und 42 von Interesse, da 

10 die Riemenscheiben fur eine optimale Kraftubertragung und 
zur Minimierung des VerschleiBes in der gleichen Ebene lie- 
gen sollten. Enlsprcchend wird die Art der Befesligung der 
MeBeinrichtungen 10 und 12 an den Riemenscheiben 40, 42 
so gewahit, daB eine >fer5chiebung entlang der Drehachsen 

IS 48 bzw. 50 nicht moglich ist (z. B. durch Fuuerung in der 
Riemeimut). 

[0026] GemaB den beschriebenen Ausfahningsfoimen 
kann die MeSanordnung von F^ 1 als WaLoenausrichler, 
Wellenausrichtar und Riemenausrichter dienen, indem ent- 
20 sprechende Befestigungsmbglichkeiten vorgesehen w«den. 
Mit der beschriebenen Anordnung lassen sich sechs Frei- 
heitsgrade messen. 

[0027] Bei einer Abanderung der beschriebenen Ausfiih- 
rungsformen weisen die Laseretrahlen der LichtqueUen LI 

25 und L3 in x-Richtung cine Icichtc Diveigenz auf, wodurch 
eine Abstaodsmessung zwischen den beiden MeBeinrich- 
tungen 10 und 12 ermoglicht wird, da dann der Auftrefif- 
punkt von dem Abstand abhangt. Bei dieser Ausfiihrungs- 
form muB die Justageprozedur und das Auswertungsverfah- 

30 len entsptechend angepaBt werden, um Abstandseffekte von 
Fehlausrichtungseffekten trennen zu konnen. DerDivergen- 
zwinkel ist dabei so gewahit, dass bei der voigesehenen Ab- 
standsmessaufgabe zwischen dem minimalen Abstand Aniu 
und dem maximalen Abstand An^x gerade die Detektor- 

3S groBe DX, d. h. die entsprechendc Querabmessung des De- 
tektors, Uberstrichen wird, so dass sich der Divergenzwinkel 
Div ergibt aus Div = DX/(A,mx - Anmi)- 
[0028] Bei der vorlicgendca ErGndung ist zusatzUch zu 
der guten Genauigkeit bei der Ermitdung einer windschie- 

40 fen Lage von \forteil, daB eine leichte Vodrebung der MeB- 
einrichtungen 10 und 12 reladv zueinander um die zu ver- 
messenden Achsen 22, 28 bzw. 48, 50 fur eine exakte Mes- 
sung nicht hinderlich ist, da dies durcb die Auswertung aUer 
drei Sensoren entsprechend korrigiert weiden kann. 



schliissig an dem AuBenumfang der entsprechenden ^lle 
30 bzw. 32 angebracht; im Gegensatz zu dem Beispiel von 
Fig. 2 Uegen die Ebenen der Sensorflachen der Sensoren D 1 , 
D2 und D3 nicht tangential, sondem senkrecht zu der Au- 5 
Benumfangflache der WeUe 30 bzw. 32. 
[0024] Aufgrund der unterschiedUchen geometrischen 
Anordnung im Vergleich. zu der Ausfuhrungsfoim gemaB 
Fig. 2 gelten bier andere Kriterien fiir die Auswertung der 
MeBergebnisse. So ist Z.B. bei der Ausfiihrungsf(xm gemaB s 
Fig. 3 dne Verschiebung in y-Richtung zwischen den bei- 
den MeBeinrichtungen 10 und 12 ein Indiz fiir einen Paial- 
lelversatz der beiden WeUenachsen, wohingegen eine rela- 
tive Veidrehung zwischen den beiden MeBeinrichtungen 10 
und 12 um die Achse des Lichtstrahls der Lichtquelle L2 6 
oder eine dazu paraUelc Achse akzeptabcl ist, da dies nur cin 
Hinweis auf eine nicht exakte Anfangsjustage der MeBein- 
richtungen 10 und 12 ist. 

[0025] In Fig. 4 ist eine weitere Anwendung der MeBan- 
ordnung gezeigt, wobei diese verwendet wird, um die Aus- « 
richtung zweier Riemenschdben 40 und 42 zueinander zu 
uberpriifen. Hier werden die MeBeinrichtungen 10 und 12 
jeweils auf dem AuBenumfang bzw. dar Laufflache 44 bzw. 



Palentanspriiche 

1 . Anordnung zum Ermitteln der Ausrichtung von aus- 
gezeichneten Achsen (22, 28, 36, 38, 48, 50) eines er- 
sten (20, 30, 40) und eines zweiten Korpers (26, 32, 42) 
relativ zueinander, mil einer erslen und einer zweiten 
Messeinrichtung (10, 12), welche in fester raumUcher 
Beziehung zu do^ jeweiUgen ausgezeichneten Achse an . 
dem ersten Kdiper bzw. an dem zweiten Korper anb- 
ringbar sind, wobei die oste Messeinrichtung (LO) eine 
erste QueUe (L2) zur Abgabe dnes Lichtstrahls sowie 
einen zweiten (Dl) und einen dritten optoeleklroni- 
schen Sensor (03) aufweist und die zwdte Messein- 
richtung (12) eine zweite (LI) und eine dritte QueUe 
(L3) fiir einen Lichtstrahl sowie einen ersten optoelek- 
tronischcn Sensor (D2) aufweist, wobei die optoelek- 
tronischen Sensoren so ausgebUdet sind, dass sie den 
Auftref^unkt eines Lichtstrahls auf dem Sensor ermit- 
teln konnen, und wobei die ersle LichtqueUe dem er- 
sten Sensor zugeordnet ist und die zwdte und dritte 
LichtqueUe dem zwdtoi bzw. dritten Soisor zugeord- 
net sind. 

2. Anordnung nacb Anspruch 1, dadurcb gekennzeich- 
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net, dass die erste Lichtquelle (L2) zwischen dem zwei- 
ten (Dl) und dem dritten Sensor (D3) liegl und der w- 
ste Sensor (D2) zwischen der zweiten (L 1 ) und der drit- 
ten Lichtquelle (L3) liegt. 

3. Anordnung nach Anspnich 2, dadurcb gekennzeicb- S 
net, dass die von der zweiten (LI) und der dritten Licht- 
quelle (L3) abgegebenen LicbtstiahleD zu dnander par- 
allel sind. 

4. Anordnung nach Anspiuch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass bei paraUeler Ausrichtung der ausgezeichne- lo 
ten Achsen (22, 28, 36, 38, 48, SO) der von der ersten 
Lichtquelle (L2) abgegebene Lichtstrahl parallel zu 
den von der zweiten (LI) und der dritten Lichtquelle 
(L3) abgegebenen Lichtstrahlen ist. 

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzcich- 15 
net, dass die Sensoren (Dl, D2, D3) planare Sensorfla- 
cben aufwdsen, wobei die Ebenen der Sensorflachen 
dcs zweiten (Dl) und dritten Sensors (D3) seokrccht zu 
dem von da ersten Lichtquelle (L2) abg^ebenen 
Lichtstrahl stehen, und wobei die Ebene der Sensorfla- 20 
che des ersten Sensors (02) senkrecht zu den von der 
zweiten (LI) und der dritten Lichtquelle (L3) abgege- 
benen Lichtstrahlen stehen. 

6. Anordnung nach Anspmch 2 bis 5, dadurch gekenn- 
zeicbnct, dass die Sensorflachen der zweiten (LI) und 2S 
des dritten Sensors (L3) und die erste Lichtquelle (D2) 
sowie die Sensorflache des ersten Sensors (D2) und die 
zweite (LI) und die driUe Lichtquelle (L3) jeweils auf 
einer Geraden angeordnet sind. 

7. Anordnung nach einem der vorhogehenden An- 30 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den 
Lichtquellen (LI, L2, L3) urn Laseriichtquellen han- 
delL 

8. Anordnung nach einem der voriiergehenden An- 
spriichc, dadurch gekennzcichnet, dass die Messein- 35 
richtungen (10, 12) jeweils zur Anbringung an der Au- 
BenumfangsflSche eines zylindrischen Korpers, insbe- 
sondeic einer Walzc (20, 26), ausgebildct sind, wobei 
die Lichtstrahlen senkrecht zur jeweiligen AuBenum- 
fangsflacbe (18, 24) abgegeben weiden. 40 

9. Anordnung nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zcichnet, dass die Messeinrichtungen (10, 12) jeweils 
zur Anbringung an der AuBenumfangsflacbe eines zy- 
lindrischen Korpers, insbesondere einer Welle (30, 32), 
ausgebildet sind, wobei die Lichtstrahlen parallel zur 45 
jeweiligen AuBenumfangsflacbe abgegeben werden. 

10. Anordnung nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Messeinrichtungen (10, 12) je- 
weils zur Anbringung an der AuBenumfangsflacbe (44, 

. 46) einer Riemenscheibe (40, 42) ausgebildet sind. SO 

1 1 . Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die von der zweiten (LI) und der 
dritten Lichtquelle (L3) abgegebenen lichtstrahlen zu 
einander diveigent sind, um eine Eimittlung des Ab- 
stands zwischm den bdden Messeinrichtung zu er- 55 
mSglicben. 

12. Verfahren zum Ermitteln der Ausrichtung von aus- 
gezeichneten Achsen (22, 28, 36, 38, 48, 50) eines er- 
sten (20, 30, 40) und eines zweiten Kfirpers (26. 32, 42) 
relativ zueinander, wobei 60 
eine erste (10) und eine zweite Messeinrichtung (12) in 
fester Beziehung zu der jewdligen ausgezeichneten 
Acbse an dem ersten Korper bzw. an dem zweiten K5r- 
per angebracht werden, 

von der ersten Messeinrichtung mittels einer ersten 65 
Lichtquelle (L2) ein erster lichtstrahl auf einen an der 
zweiten Messeinrichtung vorgesehenen ersten opto- 
elektronischen Sensor (D2) abgegeben wird, und von 



der zweiten Messeinrichtung mittels einer zweiten 
bzw. dritten Lichtquelle (LI, L3) dn zweiter und ein 
dritter Lichtstrahl auf einen an der ersten Messeinrich- 
timg vorgesehenen zweiten (Dl) bzw. dritten optodek- 
tronischen Sensor (D3) abgegeben wind, 
von den optoelektronischen Sensoreo jeweils der Auf- 
trefipunkt des zugeordneten Lichtstrahls auf der Sen- 
sorflache ermittelt wird, und 

aus den ermittelten Auftrefipunkten des ersten, zweiten 
und dritten Lichtstrahls die relative Ausrichtung der 
beiden Messeinrichtungen berechnet wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass vor der Ermittlung der Auftrefipunkte 
der von der zweiten (LI) und der dritten Lichtquelle 
(L3) abgegebenen Lichtstrahlen die bdden Messein- 
richtungen (10, 12) so platziert werden, dass der von 
der ersten lichtquelle (L2) abgegebene Lichtstrahl auf 
dne Referenzgcradc oder dncn Refeicnzpunkt auf 
dem ersten Sensor (D2) auftrifift. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzcichnet, dass die Lichtstrahlen senkrecht zu den 
jeweiligen Sensorflachen abgegeben werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zcichnet, dass die von der zweiten (LI) und der dritten 
Lichtquelle (L3) abgegebenen Lichtstrahlen zu einan- 
der divergent sind, wobei aus den ermittelten Auftrefif- 
punkten des ersten, zweiten und dritten Lichtstrahls zu- 
satzlich der Abstand der beiden Messeinrichtungen 
(10, 12) berechnet wird. 
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